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INTERACTIVE CORPORATION




Уважаемые дамы и господа,
Компании JEOL и Interactive Corporation (Япония) при участии регионального представителя ПТФ «Корпус» (Владивосток) и при поддержке Дальневосточного геологического института ДВО РАН имеют честь пригласить вас на научно-практический семинар 
Применение новой модели настольного сканирующего электронного микроскопа JCM-7000 с интегрированной системой элементного микроанализа. 
Предлагаем провести исследование ваших образцов на настольном сканирующем электронном микроскопе JEOL. В случае заинтересованности просим до 22 января 2020 г заполнить нижеприведённую регистрационную анкету с обязательным кратким описанием ваших образцов (материал, размер, степень подготовки и т. д.) и прислать её на почту m.gribova@inbox.ru
Место проведения: Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 159, конференц-зал (остановка автобуса «Академическая», электрички «Чайка»).
Дата проведения: 30 января 2020 г (четверг) 

Программа семинара:
	 9:30-10:00
	Регистрация участников семинара

	10:00-10:10
	Открытие семинара

	10:00-12:00
	Мастер-класс по работе с настольным сканирующим электронным микроскопом JCM-7000 и демонстрация возможностей микроскопа на образцах первой группы участников
	Казутеру Каваучи (Kazuteru Kawauchi) – старший прикладной инженер СЭМ компании JEOL

	12:00-12:20
	Кофе-брейк 

	12:20-13:20
	Обзорная лекция «Просвечивающие и сканирующие электронные микроскопы компании JEOL» 
Лекция «Настольный сканирующий электронный микроскоп JCM-7000 и его применение» 
	Саито Кэнтаро (Saito Kentaro) – директор российского представительства компании JEOL
Олег Кулинич  – сервисный инженер российского представительства компании JEOL 

Казутеру Каваучи (Kazuteru Kawauchi) – старший прикладной инженер СЭМ компании JEOL

	13:20-15:20
	Мастер-класс по работе с настольным сканирующим электронным микроскопом JCM-7000 и демонстрация возможностей микроскопа на образцах второй группы участников
	Казутеру Каваучи (Kazuteru Kawauchi) – старший прикладной инженер СЭМ компании JEOL
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Характеристики СЭМ JCM-7000
	Режимы работы
	высоковакуумный и низковакуумный 

	Ускоряющее напряжение
	5, 10, 15 кВ

	Диапазон увеличений
	от х10 до х100 000

	Максимальный размер образца
	диаметр до 80 мм, высота до 50 мм

	Катод
	W, кассетного типа в сборе с цилиндром Венельта

	Система откачки
	турбомолекулярный насос и роторный насос

	Детекторы
	детектор вторичных и детектор отражённых электронов

	Система энергодисперсионного элементного микроанализа 
	интегрированнная система JEOL (диапазон определяемых элементов от бора до урана)


Участие в семинаре бесплатное.  Участникам семинара выдаются сертификаты. Будем рады Вас видеть на семинаре! 
По всем вопросам регистрации на семинар просим обращаться к 
Грибовой Марине Юрьевне m.gribova@inbox.ru (423) 2222-616, 8 (914) 7029687 

Регистрационная анкета

Практический семинар «Применение нового компактного растрового электронного микроскопа JCM-7000 с интегрированной системой элементного микроанализа. Решение прикладных задач»
Место проведения: Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 159, конференц-зал (остановка автобуса «Академическая», электрички «Чайка»).

Дата проведения: 30 января 2020 г (четверг) 

	Фамилия Имя Отечество
	

	Должность
	

	Организация
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Требуется ли Вам сертификат участника семинара?
	

	Планируете ли Вы анализировать образцы на практической части семинара?
Если да, то обязательно кратко опишите ваши образцы (материал, размер и т. д.). Обращаем ваше внимание, что для некоторых непроводящих материалов желательно предварительное вакуумное напыление токопроводящего слоя.
	


Для  регистрации просим прислать заполненную регистрационную анкету Грибовой Марине Юрьевне m.gribova@inbox.ru (423) 2222-616, 8(914)7029687

